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. L . 6.01 dtugos¢

w statej lokalizaciji (S) i/lub 6.02 kat

poza nig (P)/ at permanent | g 03 gugos¢ (geometria powierzchni)

location (S) and/or outside 7.01 napiecie DC

of permanent location (P) 7.02 prad DC

7.03 napigcie AC

7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC

12.01 sita

12.02 moment sity

13.01 twardos¢

19.01 temperatura (termometria elektryczna)
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 001

Laboratorium Badawcze i Wzorcujace - Zespot ds. Wzorcowan
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Czujniki analogowe S,P Procedura wewnetrzna
- dziatka elementarna 0,01 mm 0 mm do 15 mm 3,7 um Qliw-0427
0 mm do 50 mm 3,8 um
Czujniki analogowe i cyfrowe S Procedura wewnetrzna
— dziatka elementarna 0,001 mm 0 mm do 50 mm 2,6 um Qliw-0462
Czujniki cyfrowe S,P Procedura wewnetrzna
—rozdzielczosé 0,01 mm 0 mm do 15 mm 6,4 um Qliw-0427
0 mm do 50 mm 6,7 pm
Diugosciomierze poziome Abbego 0 mm do 100 mm 1,0 ym S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0405
Folie wzorcowe 0 mm do 4 mm Q[1,6; 1,3:L] pm S Procedura wewnetrzna
Qliw-0459
L — wielko$¢ mierzona (mm)
Glebokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 150 mm 8 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 11 ym Qliw-0421
0 mm do 600 mm 18 ym
0 mm do 1000 mm 29 ym
Gtowice mikrometryczne S Procedura wewnetrzna
- rozdzielczos¢ 0,001 mm 0 mm do 50 mm 2,2 um Qliw-0406
—rozdzielczosé 0,01 mm 7,7 ym
Mierniki do pomiaru grubosci powtok 0 pm do 1250 ym 4,2 ym S Procedura wewnetrzna
Qliw-0460
Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 75 mm (3,6 +0,01-L) pm S,P Procedura wewnetrzna
L- wielko$¢ mierzona (mm) Qliw-0429
Mikroskopy pomiarowe uniwersalne 200 mm x 100 mm 2,2 ym S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0401
Mikroskopy pomiarowe warsztatowe 200 mm x 200 mm 2,3 pm S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0402
Pierscienie wzorcowe 1 mm do 30 mm 0,0017 mm S Procedura wewnetrzna
30 mm do 100 mm 0,0018 mm Qliw-0458
100 mm do 250 mm 0,0020 mm
Projektory pomiarowe 200 mm x 200 mm 2,3 um S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0403
Przymiary sztywne do 3000 mm Q[0,21; 0,03-L] mm S Procedura wewnetrzna
Przymiary pétsztywne L Qliw-0441
Przymiary wstegowe L- wielko$¢ mierzona (m)
Sita 0,020 mm do 10 mm 7,3 pm S Procedura wewnetrzna
Qliw-0457
w oparciu o normy
PN-ISO 3310-1:2000
PN-ISO 3310-2:2000
Pomiar wielkosci oczek sita za
pomoca mikroskopu
uniwersalnego
ponad 10 mm do 125 mm 124 pm S Procedura wewnetrzna
Qliw-0457
w oparciu o normy
PN-ISO 3310-1:2000
PN-ISO 3310-2:2000
Pomiar wielkosci oczek sita za
pomoca suwmiarki
Sprawdziany ttoczkowe 1 mm do 30 mm 1,2 ym S Procedura wewnetrzna
30 mm do 60 mm 1,4 um Qliw-0428
60 mm do 100 mm 1,8 ym
Suwmiarki 0 mm do 500 mm (12 +12:L) pm S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0420
L- wielko$¢ mierzona (m)
Szczelinomierze 0,02 mm do 2 mm 0,0033 mm S Procedura wewnetrzna

Qliw-0451
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 001

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Srednicéwki czujnikowe 0 mm do 18 mm 3,8 ym S Procedura wewnetrzna
18 mm do 160 mm 5,5 ym Qliw-0423
160 mm do 380 mm 10,7 pm
380 mm do 450 mm 12,5 um
Srednicéwki mikrometryczne 50 mm do 100 mm 6,2 ym S Procedura wewnetrzna
dwupunktowe 100 mm do 200 mm 6,7 um Qliw-0432
200 mm do 300 mm 7,3 um
300 mm do 400 mm 8,2 um Wzorcowanie za pomoca
400 mm do 500 mm 9,2 um dlugosciomierza
poziomego
Srednicéwki mikrometryczne 5 mm do 50 mm 3,7 um S Procedura wewnetrzna
tréjpunktowe 50 mm do 100 mm 3,9 um Qliw-0432
100 mm do 150 mm 4,2 ym
150 mm do 175 mm 4,3 ym
Wysokosciomierze cyfrowe S Procedura wewnetrzna
o rozdzielczosci: Qliw-0461
-0,1mm 0 mm do 1000 mm Q[58,2; 6,6:L] pm
-0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm Q[29,8; 6,6:L] ym
—-0,001 mm, 0,002 mm, 0,005 mm Q[3,9; 6,6-L] pm
-0,0001 mm, 0,0002 mm, 0,0005 mm Q[3,9; 6,6:L] pm
L- wielko$¢ mierzona (m)
Wysokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 150 mm 8 pym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 11 ym Qliw-0422
0 mm do 600 mm 18 ym
0 mm do 1000 mm 29 ym Wzorcowanie za pomoca
plytek wzorcowych
Wzorce tukéw kotowych 1 mm do 25 mm 12 pm S Procedura wewnetrzna
Qliw-0453
Wzorce nastawcze do wymiarow do 500 mm Q[2,4; 0,008-L] pm S Procedura wewnetrzna
zewnetrznych Qliw-0470
L- wielko$¢ mierzona (mm)
Kat
Katomierze uniwersalne 4 x 90° 5 S Procedura wewnetrzna
Qliw-0433
Katowniki 90° dwuramienne diuzsze ramie do 300 mm 0,0039 mm S Procedura wewnetrzna
Qliw-0434
Katowniki 90° walcowe do 500 mm 3,8 um S Procedura wewnetrzna
Qliw-0435
Mikroskopy pomiarowe uniwersalne 0° do 360° 2’ S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0401
Mikroskopy pomiarowe warsztatowe 0° do 360° 2’ S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0402
Plytki katowe Johanssona do 360° 3,8" S Procedura wewnetrzna
Qliw-0407
Plytki katowe przywieralne do 360° 2,6" S Procedura wewnetrzna
Qliw-0407
Poziomnice linialowe S Procedura wewnetrzna
- btad wartosci dziatki elementarnej 0 mm/m do 20 mm/m /0,02 mm 0,016 mm/m Qliw-0438
0 mm/m do 20 mm/m /0,05 mm 0,017 mm/m
0 mm/m do 20 mm/m /0,1 mm 0,019 mm/m
- btad ustawienie wskazania zerowego 0 mm/m do 20 mm/m 0,08-de
de— warto$¢ dziatki
elementarnej (mm/m)
Projektory pomiarowe 0° do 360° 2’ S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0403
Dlugos¢ (geometria powierzchni)
Ptaskie plytki interferencyjne @ do 100 mm 0,06 pm S Procedura wewnetrzna

- odchytka ptaskosci

Qliw-0440
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 001

. . . . Niepewnos$¢ pomiar Miej .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy epe dl:?:(lz\ll%o aru diji:'ce Metoda pomiarowa
Napigcie DC
Mierniki napigcia analogowe 1 mVdo 10 mV 1,3 % S,P Procedura wewnetrzna
10 mV do 100 mV 0,07 % Qliw-2401
0,1V do 1000 V 0,03 %
Mierniki napigcia cyfrowe 1000 V do 6000 V 2,0 % Procedura wewnetrzna
Multimetry Qliw-2411
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3.0
Zasilacze 0,01V do 0,1V 1,4-104-U+5,8ppv Procedura wewnetrzna
0,1V do 1V 1,4-104- U+ 58 pv Qliw-2411
1V do 10V 1,4-104 - U+0,58umv
10V do 100V 1,4-104-U+58mV
U — wielko$¢ mierzona (V)
Prad DC
Mierniki pradu analogowe 1 mA do 100 mA 1,2 % S,P Procedura wewnetrzna
01Ado1A 0,04 % Qliw-2401
1Ado10A 0,06 %
Mierniki pradu cyfrowe Procedura wewnetrzna
multimetry Qliw-2411
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3.0
Zasilacze 0,1Ado10A 0,5 % Procedura wewnetrzna
Qliw-2411
Napigcie AC
Mierniki napigcia analogowe 50 Hz S,P Procedura wewnetrzna
1mVdo 10 mV 0,7 % Qliw-2401
10 mV do 1000 V 0,07 %
Mierniki napiecia cyfrowe 1000 V do 6000 V 2,0 % Procedura wewnetrzna
Multimetry Qliw-2411
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3.0
Mierniki napigcia przebicia 50 Hz Procedura wewnetrzna
Prébniki przebicia 100 V do 500 V 0.7 % Qliw-2411
Zasilacze 500 V do 6000 V 50
2,0 %
Prad AC
Mierniki pradu analogowe 50 Hz S,P Procedura wewnetrzna
1A do 100 mA 1,3 % Qliw-2401
01Ado1A 0,07 %
Mierniki pradu cyfrowe 1Ado10 A 0,2 % Procedura wewnetrzna
Multimetry Qliw-2411
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3.0
Rezystancja DC
Mierniki rezystancji analogowe S,P Procedura wewnetrzna
0,01 Qdo0,1Q 0,006 Q Qliw-2402
1Qdo10Q 0,05 %
Mierniki rezystancji cyfrowe 10 Q do 1 kQ 0,007 % Procedura wewnetrzna
1kQ do 100 kQ 0,005 % Qliw-2410
100 kQ do 100 MQ 0,01 % W oparciu o

EURAMET cg-15v. 3.0
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Zakres akredytacji Nr AP 001

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Sita
Maszyny wytrzymatosciowe do prob S,P PN-EN ISO 7500-1:2018
statycznych:
- do sit rozciggajacych 0,1 N do 500 kN 0,12 %
0,24 %
- do sit $ciskajacych 0,1 N do 1000 kN 0,12 %
0,24 %
Urzadzenia technologiczne: S,P PN-EN ISO 7500-1:2018
- do sit rozciggajacych 0,1 N do 500 kN 0,12 %
0,24 %
- do sit sciskajacych 0,1 N do 1000 kN 0,12 %
0,24 %
Moment sity
Klucze dynamometryczne 0,2 Nm do 1100 Nm 0,9 % S,P PN-EN ISO 6789-1:2017
PN-EN ISO 6789-2:2017
Narzedzia rotacyjne 1Nmdo 5 Nm 1,5% S,P PN-ISO 5393:1997
7,5Nm do 75 Nm 1,5 %
Wkretaki dynamometryczne 0,2 Nm do 10 Nm 0,9 % S,P PN-EN ISO 6789-1:2017
PN-EN ISO 6789-2:2017
Twardos¢
Twardosciomierze Rockwella: S,P PN-EN ISO 6508-2:2024
- twardos¢ 20 HRA do 95 HRA 0,5 HRA
10 HRB do 85 HRB 1,2 HRB
(85 HRB do 100) HRB 0,6 HRB
10 HRC do 70 HRC 0,5 HRC
70 HR15N do 94 HR15N 0,6 HR15N
42 HR30N do 86 HR30N 0,6 HR30N
20 HR45N do 77 HR45N 0,6 HR45N
67 HR15T do 93 HR15T 1,0 HR15T
29 HR30T do 82 HR30T 1,0 HR30T
10 HR45T do 72 HR45T 1,0 HR45T
- sita 29,42 N do 1471 N 0,24 %
Twardosciomierze Vickersa: S,P PN-EN ISO 6507-2:2018
- twardosé 100 HV 0,2 do 900 HV 0,2 4,5 %
100 HV 0,3 do 900 HV 0,3 4,0 %
100 HV 0,5 do 900 HV 0,5 4,0 %
100 HV 1 do 900 HV 1 2,2%
100 HV 2 do 900 HV 2 1,8 %
100 HV 3 do 900 HV 3 1,6 %
100 HV 5 do 900 HV 5 1,5 %
100 HV 10 do 900 HV 10 1,3%
100 HV 30 do 900 HV 30 2,0 %
- sita 0,9807 N do 980,7 N 0,24 %
- diugos¢ 0 mm do 1 mm 0,0005 mm
Twardosciomierze Brinella: S,P PN-EN ISO 6506-2:2019
- twardos¢ 60 do 200 1,5 %
HBW 2,5/ 62,5
100 do 600 1,0 %
HBW 2,5/187,5
100 do 600 1,5 %
HBW 5/ 750
100 do 600 1,2%
HBW 10/ 3000
- sita 612,29 N do 29420 N 0,24 %
- diugos¢ 0 mm do 1 mm 0,0005 mm
0 mm do 10 mm 0,0010 mm
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Zakres akredytacji Nr AP 001

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dziat.

Metoda pomiarowa

Temperatura (termometria elektryczna)

Termometry elektryczne ( w tym elektroniczne)

160 °C do 200 °C

1,0°C

Procedura wewnetrzna
Qliw-2405

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnosc¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnos¢ pomiaru dla CMC
wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;j.

Warto$¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w postaci réwnania Q[a; b] oznacza pierwiastek sumy
kwadratow wyrazow w nawiasach: Q[a; b] = (a? + b?)"2,
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 001

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 001

Status zmian: wersja - A

Zatwierdzam status zmian

_ KIEROWNIK
HOLOGRAM BIURA ds. AKREDYTACJI

HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

-
TADEUSZ MATRAS

dnia: 02.09.2025 r.
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